
Abstract

Tenké �lmy na bázi heterostrukturní sm¥si amorfního a mikrokrys-

talického k°emíku mají perspektivní vyuºití p°i výrob¥ levných fotovoltaických

£lánku. Lokální elektrické vlastnosti mikrokrystalických k°emíkových zrn za-

pu²t¥ných v amorfní k°emíkové fázi byly detailn¥ studovány s mikrometro-

vým a nanometrovým rozli²ením. Byly provedeny m¥°ení topogra�e a lokální

elektrické vodivosti pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) za standart-

ních atmosférických podmínek. Elektronový mikroskop spolu s AFM zjistily,

ºe mikrokrystalická zrna zaujímají konstantní tvar, který lze v prvním p°i-

blíºení charakterizovat jako kuºel s vrchní kulovitou £epicí. V simula£ním

programu Comsol Multiphysics byl vytvo°en jednoduchý model krystalického

zrna, který byl dále podrobován r·zným fyzikálním podmínkám. Tento text

tudíº podává jak experimentální, tak teoretický pohled na jemnou strukturu a

lokální elektrické vlastnosti tenkých �lm·.

Klí£ová slova: Lokální elektrické vlastnosti, tenké vrstvy, mikrokrystal-

ický k°emík, mikroskop atomárních sil, metoda kone£ných prvk·

1


